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Zatacznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam sie z prosbg o przestanie informacji cenowych i technicznych na dostawe
Spektrometr mas z chromotografem cieczowym — 1 szt.
o funkcjonalnosciach i parametrach najbardziej zblizonych do nizej podanych:

Co najmniej 2 kolumny o dtugosci 35 cm
System zaworéw do przetgczania kolumn
Zakres temperatur = ( od +5°C do +120 °C)

Termostat kolumnowy

HPLC — Stabilno$¢ temperatury nie gorsza niz + 0,05°C
Doktadnos¢ temperatury nie gorsza niz + 0,05°C
— Dwuttokowa, gradientowa
— Tworzenie co najmniej gradientu 4-sktadnikowego po stronie niskiego
cisnienia
— Cisnienie robocze:
co najmniej 1030 bar dla przeptywdéw do 5 ml/min
co najmniej 800 bar dla przeptywdéw do 8 ml/min
Pompa — Zakres przeptywu eluentu regulowany co najmniej od 0,001 ml/min do

8,000 ml/min z krokiem < 0,001 ml/min
— Doktadnos¢ tworzenia gradientu nie gorsza niz + 0,5 %
— Doktadno$¢ przeptywu nie gorsza niz £ 0,1,
— Precyzja przeptywu nie gorsza niz 0,05% RSD
— Whbudowany czterokanatowy system odgazowania prézniowego
— Whbudowane funkcje walidacyjne,
Automatyczne przemywanie ttokow

—  Zakres dtugosci fali = (200-650) nm

— Czestotliwo$¢ zbierania danych nie gorsza niz 200 Hz
— llos¢ elementéw sSwiattoczutych = 1024

— Doktadnos¢ dtugosci fal nie gorsza niz £1.0 nm,

— Szum: <13 x 10 —6 AU, przy 230 nm

Detektor UV-VIS 2 — Dryft: £5%x10 -4 AU/h, , przy 230 nm

matrycg diodowg - ) o
— Programowalna szeroko$¢ szczeliny minimum 1nm, 2nm, 4nm lub 8nm
— Rozdzielczos$¢ optyczna nie gorsza niz 1 nm
— Celka przeptywowa o drodze optycznej nie gorsza niz 10 mm i objetosci
max. 2 pl
Celka przeptywowa o drodze optycznej nie gorsza niz 60mm i objeto$ci max. 13yl
— Minimalna liczba prébek 200 fiolek o pojemnosci 1,5-2,0 mL +2 mL
— Zakres objetosci nastrzykiwanej probki = (od 0,01 pl do 25 ul ) bez zmiany
i
Aut | pe . o
Htosampler — Komora na probki termostatowana w zakresie co najmniej od 50C do
400C
Precyzja nastrzyku nie gorsza niz 0,25% RSD dla nastrzyku 1 pl
Dozownik GC — Dozownik z programowana t.empe'ratura gdparowanla, .
— Tryb pracy dozownika co najmniej z podziatem oraz bez podziatu,
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Zakres cisnienia co najmniej do 150 psi z elektroniczng kontrolg
pneumatyki,

Wspotczynnik podziatu nie gorsza niz 1: 10 000,

Maksymalna temperatura pracy = 450°C dla efektywnego usuwania
zanieczyszczen,

Maksymalna objeto$é nastrzyku nie mniejsza niz 250 pL.

Piec do kolumn GC —

Minimum 24 ramp temperaturowych podczas analizy

Co najmniej pie¢ stref grzewczych

Zakres temperatur = ( od +5°C powyzej temp. otoczenia do 450 °C)
Maksymalna szybkos$¢ grzania co najmniej 150 °C/min

Doktadnos¢ ustawien temperatury nie gorsza niz 0,1°C

Czas chtodzenie pieca od 400°C do 50°C nie dtuzej niz w 5 min
Whbudowany wyswietlacz nie mniejszy niz 107,

Kontrola stanu pracy minimum temperatura,

Jezyk sterowania co najmniej polski lub/i angielski

lub

Autosampler GC lub

Minimalna liczba prébek:
3 ptytki MT/DW

45 fiolek o pojemnosci 10 mL lub 20 mL

162 fiolek o pojemnosci 2 mL
Tryb pracy co najmniej nastrzyk roztworu, grzany headspace

Rozmiary strzykawek: co najmniej 1-250 ul (nastrzyk cieczy) oraz co najmniej 1
mL - 5 mL (headspace)

Detektor typu QQQ (TQ)

Spektrometr mas typu potréjny kwadrupol, wyposazony w co hajmniej
zrodto jondw do jonizacji elektronowej El

Tryb MRM ElI: stosunek sygnatu do szumu po nastrzyknieciu do kolumny
1 L roztworu oktafluoronaftalenu (OFN) o stezeniu 100 fg/uL (272 m/z
do 222 m/z): nie gorszy niz > 50 000:1

Tryb Skanowania El: Nastrzyk do kolumny 1 pL roztworu
oktafluoronaftalenu (OFN) o stezeniu 1 pg/uL wytworzy stosunek sygnatu
do szumu nie gorszy niz > 1 500:1 dla jonu 272 m/z, skanujac w zakresie
50-300 m/

Rozdzielczo$¢ mas regulowana przez uzytkownika w zakresie co najmniej
od 0,7 do 4 Da

Zakres mas nie mniej niz 10 — 1200 m/z

Maksymalna predko$¢ skanowania nie mniej niz 30 000 Da/s, mierzona z
rozdzielczos$cia, ktéra pozwoli na utrzymanie doktadnosci pomiaru mas
oraz intensywno$ci jonéw

Zakrzywiona komora zderzenh, z obserwowaniem nie mniej niz 1000
przejs¢ MRM w ciggu 1s

Zakres dynamiczny detektora: co najmniej 7 rzedéw wielkosci

Tryby pracy: co najmniej petne skanowanie, skanowanie jonoéw
prekursorow, skanowanie jonéw potomnych, utrata neutralnej czgsteczki,
monitorowanie wybranych jondéw (SIM), monitorowanie wielu reakcji
(MRM)

Pompa lub zestaw pomp prézni wstepnej o wydajnosci zapewniajgce;j
prawidtowg prace spektrometru mas

Samoregulujgce zrédto jondw zbudowane z materiatdéw obojetnych, z
podwdéjnym zarnikiem

Temperatura zrodta w zakresie nie mniejszym niz: od 100 °C do 350 °C

ul. Zwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa

www.wum.edu.pl

aam@wum.pl




Maksymalny prad zarnika: nie mniej niz 200 pA

Energia elektronéw: modyfikowalna w zakresie nie mniejszym niz 0 — 150
eV

Energia zderzen: modyfikowalna przynajmniej do 75 eV

Oprogramowanie sterujgce co najmniej chromatografem, zrédtem jonéw oraz
spektrometrem mas z zewnetrznego komputera, z peinej kontrolg oferowanego
zestawu, analize ilosciowg i jakosciowg; zbierajgce dane i stuzgce do ich
opracowania oraz do generowania raportéw

Spektrometr mas typu
QTOF

Spektrometr wyposazony w interfejs typu plug and play zrédta jonéw: do
ESI oraz APCI, z wymiennymi dyszami do obu jonizacji. Zrédto
dostarczane z izolowang prézniowo dyszg ESI oraz dyszg APCI. Zrédto
wyposazone w technologie aktywnego usuwania oparéw eluentow,
zmniejszajgca szum chemiczny

Dodatkowe akcesorium do Zrédta jondw do zastosowan ESI i APCI w
zakresie od 3 do 1000 pl/min

Dodatkowe zrodto APCI umozliwiajgce sprzezenie spektrometru mas z
chromatografem gazowym (GC-APCI)

Stosunek sygnatu do szumu po nastrzyknieciu 50 fg rezerpiny do
kolumny:> 200:1 (jonizacja ESI)

Spektrometr zawiera analizator ruchliwosci schwytanych jonéw
dostarczajgcy danych o wysokiej rozdzielczosci ruchliwosci jondw R> 200
w czasie jednego przebiegu analitycznego z czasem skanowania
ruchliwosci wynoszgcym 350 ms oraz powtarzalnym oznaczaniem CCS
(Collisional Cross Section, przekroj czynny czgsteczki) z odchyleniem
standardowym < 0.5% RSD pomiedzy eksperymentami

Spektrometr mas wyposazony jest w podwdjng, pierscieniowg komore
analizatora ruchliwosci schwytanych jonéw o wysokiej pojemnosci
umozliwiajgcg rownolegte akumulowanie i szeregowg fragmentacje jonow,
jak réwniez doktadne, powtarzalne rozdzielanie na podstawie ruchliwosci
jonow oraz oznaczanie przekroju czynnego jonow (Collisional Cross
Section, CCS).

Analizator ruchliwosci schwytanych jonéw zapewnia niemal 100% cykl
pracy, z akumulowaniem jondw i predkoscig sekwencjonowania >120 Hz
oraz rozdzielczoscig 60,000 (FWHM) przy 1222 m/z.

Odtwarzalno$¢ uzyskiwanych wartosci CCS: < 0,5% RSD

Rozdzielczo$¢ mas (z petng czutoscig): co najmniej 60,000 przy 1222 m/z
Stabilno$¢ mas w statej temperaturze: <2 ppm w ciggu 8 godz.

Zakres mas kwadrupola do 3000 m/z

Zakres mas w wysokiej rozdzielczosci do 20 000 m/z

Doktadno$¢ pomiaru mas w trybach MS i MS/MS: <800 ppb (wewnetrzna
kalibracja) oraz <2 ppm (zewnetrzna kalibracja)

Predkos¢ zbierania danych: co najmniej 50 Hz w trybie MS i MS/MS
Pompa lub zestaw pomp bezolejowych (prézni wstepnej) o wydajnosci
zapewniajgcej prawidtowg prace spektrometru mas

Detektor bezscyntylacyjny zapewniajacy wyjatkowo dtugg zywotnos¢ z
niezauwazalnymi efektami starzenia

Odpowiedni, zalecany przez producenta system dostarczania gazéw do zasilania komory
zderzen oraz zrodet jondw

Oprogramowanie

Sterujgce minimum:
- przyrzadem
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- zrédtami jonow
- GCiHPLC z zewnetrznego komputera
— Petna kontrola oferowanego zestawu, analize ilosciowg i jako$ciowg
— Zbieranie oraz opracowanie danych, archiwizacji oraz generowania
raportéw
— Naprzemienne zbieranie petnego widma MS oraz widm fragmentacyjnych
(szerokopasmowe CID) dostarczajgce informacje co najmniej o jonach
macierzystych oraz jonach potomnych wszystkich wymywanych zwigzkéw
w danym czasie retencji. Dane mogg by¢ ponownie przetworzone w
dowolnym momencie
— Wysoce wyselekcjonowane bazy danych, zawierajgce co najmniej
wartosci CSS dla analitdéw, doktadng masg, profile izotopowe,
specyficznymi jonami kwalifikacyjnymi bbCID (QI) i czasami retenc;ji
— Modutowa struktura oprogramowania klient-serwer
— Zapisywanie zmian ci$nienia na kolumnie wystepujgcych w trakcie analizy
— Bezpfatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie
trwania gwarancji
Filtrowania metod, batchy (serii probek) i danych za pomocg stéw kluczowych,
fragmentéw nazwy, czasu utworzenia

Licencja

Minimum:
— Co najmniej jedna licencja na pakiet biurowy typu Microsoft
— Licencja bezterminowa na posiadane oprogramowanie z przeniesieniem
licencji oprogramowania na inng platforme sprzetowg w przypadku
zmiany lub uszkodzenia sprzetu komputerowego
W ramach licencji uprawnionia do dokonywania bezptatnych aktualizacji
oprogramowania w okresie trwania gwarancji

Zestaw komputerowy —
2 szt.

— Komputer z systemem operacyjnym typu Microsoft do dziatania
oprogramowania sterujgcego praca wszystkich funkcji aparatu,
— Ekran nie mniejszym niz 27”
—  Procesor:
e Pamie¢ RAM min. 32 GB
e Pamie¢ masowa: min. 2TB
— Interfejsy:
e Port USB — 4 szt.
e Ethernet — 2 szt.
o Wejscie mikrofonowe / wyjscie stuchawkowe (lub combo) — 1 szt.
¢ wyjscie HDMI — 1 szt.
e wyjscie DisplayPort lub mini DisplayPort — 1 szt.
Zawarto$¢ zestawu:
e przewdd zasilajacy,
e mysz,
klawiatura

Termin skfadania informac;ji

cenowych i technicznych: 30.05.2025 r. godz. 15:00.

Adres skfadania informacji cenowych i technicznych: katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl,

aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.
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